








































专利名称(译) 超声波探头和超声波诊断装置
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种能够提高操作者的电气安全性的超声波探头和超声波诊
断装置。超声波探头2在安装板43和壳体25之间具有绝缘部分62.由于可
以防止从超声波探头2的内部装置漏电，所以可以提高操作者的超声波探
头2的电气安全性。导电膜61设置在cMUT芯片20的超声波辐射侧，导电
构件63沿绝缘构件62设置。导电膜61和导电构件63通过导电构件64连
接。具有接地电位的空间由导电膜61，导电构件63和连接到地的同轴电
缆55形成。超声波探头2的主要部件或主体电路包含在具有地电位的封闭
空间中并且与外部电气屏蔽。
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